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2月24日，由微系统所孙晓玮研究员承担的2006年度院科研装备研制项目“高功率微波在片测试系统”正式验收。验收会由院计划

财务局田东生主持，微系统所科技处处长胡善荣出席会议。 

测试专家组通过对设备技术指标的现场测试及实验记录核实，一致认为“高功率微波在片测试系统”各项测试技术指标均满足合同

要求。验收专家组听取了项目组的工作总结报告和测试组的测试报告，审查了项目组提供的技术报告等有关资料，进行了充分提问和热

烈讨论，并现场核实设备的就位和运行状态，认为“高功率微波在片测试系统”基于脉冲直流馈电偏置方法，结合负载牵引阻抗调配技

术，实现了微波功率芯片最佳匹配条件下的最大输出功率的在片测试功能；测量采用软件同步，完成了测试软件平台建立，通过在片自

动微波功率芯片的测试系统中应用，证明该平台运行可靠、测量算法正确、系统校准方法可信。仪器运行正常、达到预定技术指标、技

术档案齐全、经费使用合理，专家组一致同意通过项目验收。 

“高功率微波在片测试系统”项目是微系统所承担的院里第二项仪器研制项目，该项目在仪器的功能集成创新、系统智能化自动控

制等方面取得创新性研究成果，项目在执行过程中，申请中国发明专利1项和获得集成电路布图设计登记3项，发表SCI等收录的学术论

文6篇，培养了研究生2名。该项目的顺利验收标志着微系统所的仪器研制水平又上了一个新台阶。 
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